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State-of-Health  (SoH)  monitoring s
becoming more and more important, to
enable power electronics with highest
reliability. One of the parameters that is of
interest is the on-state voltage (Vpso,) of
power MOSFETs. Due to the high dynamic
range of the Vpg,, in on- and off-state,
specialized measurement circuits are
needed. These are called ,clipper circuits”.

In this work a cascaded clipper circuit based Tasks & Goals
on depletion mode MOSFETs is to be
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Fig. 4: Static blocking voltage measurement of two 600V
depletion-mode MOSFETSs
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Die Uberwachung des Zustands (State-of- elektronik transistoren

Health, SoH) wird immer wichtiger, um
Leistungselektronik mit hochster Zuverlas-
sigkeit zu ermdglichen. Einer der Parameter,
der von Interesse ist, ist die Spannung im
eingeschalteten Zustand (Vps,,) von Leis-
tungs-MOSFETs. Aufgrund des hohen Dyn-
amikbereichs der Vpgo, im Ein- und Aus-
Zustand werden spezielle Messschaltungen
bendtigt. Diese werden "Clipper-Schal-
tungen" genannt.

In dieser Arbeit soll eine kaskadierte Zeitplan
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ungstyp-MOSFETs analysiert werden. Von « Simulation (25 %)

besonderem Interesse ist die Auswirkung
der Kaskadierung auf die Leistung der
Clipper-Schaltung.
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